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背景
せん断流動
(流動場下)

・流動による回転

・分子鎖の配向

電場印加

静止場下での分子鎖の配向？

結晶化にどのような影響を与えるか？

目的
電場印加による分子鎖の配向と結晶化への影響を調べる。

結果

サンプル 分子鎖に極性を持つもの

ポリ乳酸(PLLA)・・・主鎖方向
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)・・・側鎖方向

Fig１. Electric field impression device
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Fig3. Sample holder
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2.結晶化観察
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Fig.4. Degree of orientaton for PLLA under various 
Intensity of electric field. 

Fig.5. Degree of orientaton for PVDF under various 
Intensity of electric field.

Fig.6.The relation between degree of orientation and 

the rate of spherulite growth for PLLA.

Fig.7.The relation between degree of orientation and 
the rate of spherulite growth for PVDF

Fig.8. Polarizing micrograph images of crystal
of PVDF under DC electric fields.

結論
電場を用いることで静止場下で分子鎖は配向し、結晶化を促進させることが分かった。

結晶化に影響を与える要因

分子配向測定
(MOA-6020)

電場印加装置
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